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前　　言

　　本标准是根据我国光通信用高速数字直接强度调制半导体激光器及其组件的实际研制和使用情况

而制定的。

附录Ａ、附录Ｂ是规范性附录，附录Ｃ、附录Ｄ是资料性附录。

本标准中的附录Ｃ非等效采用了美国标准ＴｅｌｃｏｒｄｉａＧＲ４６８ＣＯＲＥ中表６“激光组件的可靠性试

验要求”，但作了部分修改；其修改如下：

———根据我国实际情况，删去了表６中热冲击和内部湿度试验项目；

———由于本标准主要是规定光通信用激光器及其组件的测量方法，不涉及要求，因此删去了表６中

抽样及失效判椐规定。

本标准还参考了：

ＹＤ／Ｔ１１１１．２—２００１　ＳＤＨ光发送／光接收模块技术要求———２．４８８３２０Ｇｂ／ｓ光发射模块。

本标准由中华人民共和国信息产业部提出。

本标准由信息产业部（通信）归口。

本标准起草单位：武汉邮电科学研究院。

本标准主要起草人：丁国庆、郑林、丁方窻。
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引　　言

　　随着微电子、光电子器件所用材料、制作技术、工艺设备和检测设备的不断进步，光通信用半导体激

光器的性能指标、可靠性水平日益提高。应变量子阱分布反馈激光器的出现，标志着激光器水平达到了

新的高度。这种激光器阈值可达亚毫安量级，动态光谱线宽可小于０．１ｎｍ，上升、下降时间可小于

０．３ｎｓ、－３ｄＢ模拟带宽可大于１０ＧＨｚ，这种激光器可直接用于高速数字（６２２Ｍｂｉｔ／ｓ～１０Ｇｂｉｔ／ｓ）直接

强度调制。它具有性能优越、调制简单、成本较低等特点，在ＳＤＨ、ＷＤＭ、以太网等光通信系统中具有

广泛的应用。

目前，国内还没有一个关于光通信用高速脉码直接强度调制半导体激光器及其组件测量方法的规

范性文件。虽然１９９３年有一个光通信行业标准ＹＤ／Ｔ７０１—１９９３《半导体激光二极管组件测试方法》，

但它主要描述和规范激光二极管的直流参数及测试，没有涉及高速脉码直接强度调制情况下激光器及

其组件的光电特性测量问题。为此，制定一个高速脉码直接强度调制半导体激光器及其组件测量方法

的规范性文件，是非常必要的。它可用于激光器及其组件的光电特性测量、产品检验和质量等级评

定等。

对高速脉码直接强度调制激光器及其组件而言，除一般光电特性外，其高速动态特性无疑是非常重

要的。它包括动态光谱特性、光功率—驱动电流非线性特性、调制特性、噪声特性、频率啁啾效应等。本

标准对激光器及其组件主要技术参数进行了定义（或描述）、分类，重点对高速脉码直接强度调制下的光

电特性测量方法进行了规定。
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光通信用高速直接调制半导体激光器的测量方法

１　范围

本标准规定了高速（６２２Ｍｂｉｔ／ｓ～１０Ｇｂｉｔ／ｓ）脉码光纤通信系统中采用非归零码直接强度调制半导

体激光器（主要是多量子阱分布反馈激光器）及其组件的术语、定义、分类、主要技术参数测量方法。此

外，考虑到激光器测量方法以及相关试验、检验方法的完整性，作为附录，也规定了激光器在模拟系统中

常用的几个参数的测量方法以及可靠性试验方法和产品检测方法（或规则）。

本标准适用于ＳＤＨ、ＷＤＭ、以太网等高速脉码光纤通信系统中所用直接强度调制半导体激光器及

其组件的光电特性测量；模拟光通信系统和其他光系统中激光器及其组件的光电特性测量或检测也可

用作参考。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修改版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１７６２６．２—１９９８　电磁兼容　试验和测量技术　静电放电抗扰度试验（ｉｄｔＩＥＣ６１０００４２：

１９９５）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．３—１９９８　 电 磁 兼 容 　 试 验 和 测 量 技 术 　 射 频 电 磁 场 辐 射 抗 扰 度 试 验

（ｉｄｔＩＥＣ６１０００４３：１９９５）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．４—１９９８　 电磁兼容 　 试验和测量 技 术 　 电快 速瞬 变脉冲 群抗 扰 度试验

（ｉｄｔＩＥＣ６１０００４４：１９９５）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．６—１９９８　电磁兼容　试验和测量技术　射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

（ｉｄｔＩＥＣ６１０００４６：１９９６）

ＹＤ／Ｔ７０１—１９９３　半导体激光二极管组件测试方法

ＹＤ／Ｔ７６７—１９９５　同步数字系列设备和系统的光接口技术要求

ＹＤ／Ｔ１１１１．２—２００１　ＳＤＨ光发送／光接收模块技术要求———２．４８８３２０Ｇｂ／ｓ光发射模块

ＩＴＵＴＧ．６９１：２０００　具有光放大器的单通道ＳＤＨ系统光接口和ＳＴＭ６４及ＳＴＭ２５６系统

ＩＥＣ６２００７２　光纤系统中所用的半导体光电子器件　第２部分　测量方法

ＴｅｌｃｏｒｄｉａＧＲ４６８ＣＯＲＥ（１９９８）　用于通信设备中的光电子器件的一般可靠性保证要求

３　缩略语、符号、术语和定义

下列缩略语、符号、术语和定义适用于本标准。

３．１　缩略语和符号

缩略语　　　　　英文名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　中文名称

或符号

ＡＢＷ ＡｎａｌｏｇＢａｎｄｗｉｄｔｈ 模拟带宽

ＢＥＲ ＢｉｔＥｒｒｏｒＲａｔｅ（ｏｒＲａｔｉｏ） 比特差错率

ＣＮＲ ＣａｒｒｉｅｒｔｏＮｏｉｓｅＲａｔｉｏ 载噪比

ＣＰ Ｃｈｉｒｐｉｎｇ 啁啾（或频率扫动）

ＣＴＢ ＣｏｍｐｏｓｉｔｅＴｒｉｐｌｅＢｅａｔ 组合三次差拍
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